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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg me-
tody badai elektrycznych i $wietlnych kineskopdw

przeznaczonych do pracy w odbiornikach telewizji
czarno-biazej.

1.2. Zakres stosowania normy. Postanowienia nor-

my nalezy stosowaé do nastepujgeych pomiardws
- prgdu zarzenia (3.1),
- napiecia Zarzenia (3.2),
- czasu nagrzewania sie katody (3.3),
- czasu nagrzewania sig¢ grzejnika katody (3.4),
- prgddw elektrod kineskopu (3.5),
- prgdu upiywowego (3.6),
- pradu katoda-grzejnik (3.7),
- pojemnosci migdzyelektrodowych (3.8),
-~ wepdiczynnika prdézni (3.9),
-~ napigcia odciecia (3.10),
- wepbzczynnika jakosci katody (3.11),
.- napigcia modulacji (3.12),
- opornosci przewodzgcego zewngtrznego pokrycia
stozka (3.13),
- napigecia zaciemnienia $rodka ekranu (3.14),
- wymiaréw uzytecznej powierzchni ekranu (3.15),
- napiecie lub prgdu ogniskujgcego (3.16),
- luminancji ekranu (3.17),
- rozdzielczosei (3.18),
- kontrastu duzych powierzechni (3.19),
- éredniego czasu poséwiaty (3.20),
oraz sprawdzen
potozenia plamki (3.21),
- braku zaciemnionych rogoéw ekranu (3.22),
- wytrzymatosci wysokonapieciowej (3.23),
wytrzymatosci elektrycznej miedzy obejmg =za-
bezpieczenia przeciwimplozyjnego a pokryciem ze-
wnetrznymn stozka (3.24),

- braku emisji pasozytniczej (3.25),
- jakosci ekranu (3.26),
- trwaXosci (3.27).

1.3. Okreslenia

d.3.1. Napiecie odcigeia - napigcie siatki 1 od-
powliadajgce zanikowl swiecenia zogniskowanej siat-
ki obrazowej.

1.3.2. Napiecie modulacji - napigcie réwne bez-
wzglednej wartosci rdéiznicy napiecia odcigcia ima-
pigcia siatki 1 odpowiadajgcego okreslonej wartos-
c¢i prgdu anody. ' ;

1.3.3. Zaciemniony rég - czgéé powierzchni uzy-

teczne] w rogu ekranu nie dajgca sig bezposrednio
pobudzic¢ odchylang wigzkg elektronows.

1.3.4. ViytrzymaZosd wysokonapigciowa - zdoLlnosé

kineskopu do prawidiowej pracy przy okreslone}
wartosci wysokiego napiecia anody.

1.3.5. Emisja pasozytnicza - emisja elektrondw

wyworujgca pobudzenie ekranu przy braku prgdu ka-
tody.

1.3.6. Wady ekranu -
czota 1 ekranu luminescencyjnego kineskopu, uja=-
wniajgca si¢ w postaci falszywej informacji w
treéci obrazu odtwarzanego przez kineskop.

1.3.7. Wada skupiona - wada ekranu w postaci np.

pecherzy, ciemnych lub barwnych plamek, ktérych
rozmiary sg§ pordwnalne g rozmiaremi plamki dwietlne].

1.3.8. Wada nieskupiona - wada ekranu w postaci

np. obszardéw o barwie Swiecenia znacznie réznig-
cej sig od barwy pozostatej powierzchni ekranu,
niejednorodnosci masy szklanej czota, o wymiarach
duzych w poréwnaniu z rozmiarami plamki Swietlnej.

1.3.9. Rysa - wada ekranu, ktérej szerokos$é nie
przekracza 50 mm.

widoczna niejednorodnosd

Oé¢rodek Badawczy Jokoséci i Normalizacji Przemystu Elekironicznego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Elektronicznego UNITRA dnia 18 wrzeénia 1973 r.
joko norma obowiqzuigeca w zokresie produkcji i obrotu od dnia 1 kwietnia 1974 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 431973 poz. 125)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1974,

Wplyw do WN 16.10.73.0Oddone do sktadu 28.11.73, Druk vkotezono w kwleinlu 74,

Cena =zt 8,40
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1.3.10. Srednice zagtepcza wady skupionej -

$rednia arytmetyczna diugosci i szerokosci wady
skupionej, jesli iloraz dfugos$ci i szerokosci nie
przekracza 1,25 lub suma szerokos$ci i 0,1 dXugos-
ci, jesli iloraz dxugosci i szerokosci przekracza
1425

1.3.11, Odlegiosé miedzy dwoma wadami - ngimiej-
sza odlegXosé miedzy brzegami wad.

1.3.12. Uzyteczna gowierzchnia-ekranu - maksy-

malna powierzchnia czota kineskopu pokryta lumi-
noforem widoczna od strony czota w warunkach ob-
serwacji wg 2.14.

1.3.13. Rozdzielczosé - najwieksza liczba moz-
liwych do rozrdéznienia na uzytecznej powierzchni
ekranu kineskopu czarno-biatych elementéw obrazu
w kierunku pionowym i w kierunku poziomym.

1.3.14. Siatka obrazowa = 2biér réwnolegkych
Swiecgcych linii na ekranie kineskopu.

1.3.15. Kontrast - stosunek luminancji dwéch po-
wierzchni na ekranie (wiekszej do mniejszej).

1.3.16. ZnieksztaXtcenie liniowosci odchlania -

znieksztaicenia geometryczne spowodowane przez
* zmiane wartosci chwilowej predkosci plamki &wietl-
nej podczas jej posuwania sig¢ po ekranie w czasle
aktywnego odchylania, okreslone przez rzut pro-
stopadly wzglednej zmiany wartosci chwilowe]j pred-
kosci (poziomej lub pionowej) na ptaszczyznge pro-
stopadlg do gidwnej osi optyczne] obrazu, przy
czym ze wzgledng zmiang przyjmuje sig rdznice mie-
dzy wartosciq chwilowg i wartoscig érednig pred-
kosci przejsécia plemki éwietlne] wyrazong w pro=-
~centach wartoéci srednie].

1.3.17. Pozostate okreslenia - wg PN-62/T-01010.

1.4. Normy zwigzane _
PR-64/E~-01101 Lampy elektronowe. Oznaczenia li-
terowe
PN-T1/E-01205 Lampy elektronowe. Symbole

czne
PN-71/T=01010 ark. 00 Lampy elektronowe. Nazwy i

okreslenia (oraz sukcesywnie ustanawiane arku-

sze)
PN-62/T~01010 Lampy elektronowe. Nazwy i

lenia

grafi-

okreg~

2. OGDLNE WARUNKI BADAYX

2.1. Poozenie kineskopu. Kineskop moze byé ba-
dany w dowolnym poZozeniu, jesli w opisie metody

badania lub w normie przedmiotowej na dany typ ki-
neskopu nie postanowiono inacze].

2.2. Punkt odniesienia napigé elektrod. Za punkt
odniesienia napigc elektrod badanego kineskopu na~-

lezy przyjmowadé katodeg.

2¢3. UkZad racy kineskopu

2:3.1. Ukad pracy kineskopu 2z elektrycznym
oguniskowaniem i odchylaniem magnetycznym - wg

rys. 1.
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Rys. 1
G - generatory prgdéw odchylajgecychy L, 1 L, - cewki od-
stoikaj
m'= obejma zabezpieczenia przeciwimplozyjnego

chylajgce; m - przewodzgce zewnetrzne pokrycie

2.3.2. Ukzad pracy kineskopu 2z odchylaniem i
ogniskowaniem magnetycznym podano na rys. 2.
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Rys, 2

G - generatory prgdéw odchylajacych; L, i L, - cevki od-

chylajace; L, - cewka ogniskujgea; Z, ~ zasilacz cewki
ogniskujgcejj m - przewodzace zewngtirzne pokrycie stoika;

m'=- obejma zabezpieczenia przeciwimplozyjnego

2.4. Siatka obrazowa. Jezell w opisie metody ba=

dania nie postanowiono inacze]), ukzady odchylenia
(poziomego i pionowego) i ogniskujgce, wytwarza-
Jjgce slatke obrazowg na badanym kineskopie powin-
ny speiniaé nastepujgce wymagania:

- wigzka elektronowa powinna by¢é zogniskowana,

- amplitudy_odchylania poziomego i pionowego po-
winny zapewniaé azerokosé i wysokosé siatki obra-
zowe] rdéwng odpowiednim wymiarom uiytecznej po-
wierzchni ekranu, przy czym siatka obrazowa po-
winna pokrywaé catg powierzchnig ekranu,

- czestotliwodé odchylania poziomego - 15 625Hs,
czestotliwosé odchylania pionowego - 50 Hz,

- wigzka elektronowa podczas powrotéw odchyla-
nia poziomego powinna by¢é wygaszana,
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- wigzka elektronowa podczas powrotéw odchyla-
nia pionowego powinna by¢ wygeszana; dopuszcza sie
niewygaszenie,

- czgstotliwosci odchylania poziomego i piono=-
wego powinny by¢é z sobg zsynchronizowane,

- znieksztalcenia liniowosdci cdchylania pozio=-
mego i pionowego powinny byé wigksze niz 10%.

2.5. Elementy magnetyczne wagélpracujgca z ki-
neskogem

2.5.1. Zeapdét cewek odchylajgcych powinien byé
maeksymalnie dosunigty do stozka barki kineskopu.

2.5.2. Magnesy centrujgce powinny byé ustawio-

ne w potozeniu podanym w normie przedmiotowej na
dany typ kineskopu i odpowiadajgcym centrycznemu
pozozeniu siatki obrazowe] wzgledem powierzchni
uzytecznej ekranu.

2.0.3. Cewki lub magnesy ogniskujgce powinny hyé -

ustawione w poZoZzeniu odpowiadajgeym optiymalnemu
zogniskowaniu linii w érodku i w rogach powierz-
chni obrazu.

2.6. Wspérozynnik tetnied Zrddet napigé stalych
zasilajgoych obwody elektrod kineskopu powinien

byé nie wigkszy niz 5% z wyjgtkiem Zrédxa napie-
cia zasilajgcego siatke pierwszg, dla ktdérego
wap6tozynnik ten powinien byé nie wigkszy niz 1%.

2.7. Opdr izolacji migdzy dowolnymi dwoma za-

ciskaml podstawki, do ktdérych doigcza sig elek-
trody kineskopu, powinien wynosié co najmnie]
200 Ml. Opdr ten nalezy mierzyé po odlgozeniu

Zrédex zasilania, woltomierzy i innych przewodzg-~
cych elementdéw uktadu wgczonych miedzy te zacis-
ki, stosujgc napigcie state o wielkosci
mniej 500 V.

co naj=-

2.8, Mierniki stosowane do pomiardéw napiecia i
pradu zarzenia oraz napigeé zasilajgcych elektrody
kineakopu powinny by¢ klasy nle gorszej niz 1,5
dla miernikéw prgdu statego i nie gorazej niz 2,5
dla miernikéw prgdu przemiennego. Przy pomiarach
praddéw uptywowych i prgddw wstecznych elektrod do-
puszcza s8ig stosowanie miernikéw o takich zakre-
sach, aby wartosé¢ graniczna bya dobrze widoczna.

2.9. Odczyt wartosci parametréw powinien byé wy-
konany po ustaleniu wskazal miernikéw, Jesli =z
zasady pomiaru nie wynika inaczej.

2,10, Spadki napigé. Igczny spadek napigé na
mierniku prgdu elektrody badanego kineskopu orazna

umieszczonych w obwodzie elektrody elementach za-
bezpieczajacych kineskop przed przecigzeniem 'nie
powinien przekraczaé 0,5% napigcia te] elektrody.
Wymaganie to nie dotyczy opornikéw zabezpieczajg-
cych podanych w schemacie ukadu pomiarowego.

2.11. Zabezpieczenie przed zewngtrznymi polami.

Kineskop powinien by¢ zabezpieczony przed wpiywem
‘zewngtrznych pél elektrycznych i mmgnetycznych 2z
wyjatkiem pola ziemskiego w taki sposdéb, aby nie
wpiywaly one na wyniki pomiaru.

12. Podgrzewanie wstepne. Jezell w okresleniu
zasady pomiaru nie podano inaczej, kineskop nale-
2y przed przystgpieniem do pomiaru poddad pracy przez
czas nie krdétszy niz 5 min w uktadzie pracy poda-
nym na rys. 3. U, powinno réwnaé sig wartoéci mo-

minalnej podanej w normie przedmiotowej.
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Ryso 3

Dopuszcza sie podgrzewsnie kineskopu poza zasad-
niczym stanowiskiem pomiarowym i 15 s przerwy w
zasllaniu grzejnika na przeniesienie kineskopu ze
stanowisks podgrzewania wstepnego do zasadniczego
stanowiska pomiarowego.

2.13. Czgsci przewodzgce kineskopu nie pozgczo-

ne z kolcéwkami elektrod powinny byé pozgczone z
punktem odniesienia napieé elektrod, jezeli w nor-
mie przedmiotowe] na dany typ kineskopu nie poda-
no inaczej.

2.14. Normalne warunki obserwacji. Za normalne

warunki obserwacji ekranu kineskopu podczas  po-
miaréw nalesy przyjgaé obserwacje nieuzbrojonym o-
kiem, przystosowanym przez przebywanie w ciemnos-
¢l w ciggu co najmniej 3 min, przy czym:

- odleg2oséé oka obserwatora od ekranu kineskopu
powinna wynosié okoZo 25 cm, jesli w opisie meto-
dy pomiaru nie podano inacze}],

- ekran nalezy obserwowad pod kgtem
lub réwnym 30° od normalne) wyprowadzonej ze srod-
ka ekranu, ;

- okwietlenie zewnetrzne ekranu powinno byé roz-
proszone i wynosié okoo 50 lx, jesli w opisie me-
tody pomiaru nie podano inacze].

2.15. Wigczenie napieé zasilajgcych. Jegli me-

toda pomiaru nie przewiduje inaczej, napigcia za-
sllajgce powinny byé wigczone jednoczesnie lub w
nastepujgce] kolejnosdci:

a) napiecia Zarzenia,

b) napigcie ujemne elektrod,

mniejszym

¢) napiecie odchylajgce,

~d) napigcie anody,

e) napigcie dodatnie pozostalych elektrod w ko-
lejnoéci od anody do katody.

f) pozostate napiecia.
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2.16. Wyigczanie napigd zasilajgcych. Jesli me-

toda pomiaru nie przewiduje inacze]j, napigcia za-
silajgce powinny bydé wyzgczane jednoczesnie lub w
kolejnosci odwrotnej niz podano w 2.15.
2.17. Warunki bezpieczernstwa. Nalezy stosowad
zabezpieczenie chronigce osoby przeprowadzajgce
badania przed porazeniem wysokim napigciem, skut-
kami implozji oraz promieniemi X, jezeli natgze~
nie promieniowania przekracza wartosé, przy kté~-
rej dawka pochionigta jest wigksza od 0,5 mRg/h.

2.18. Obwdd zarzenia nalesy zasilaé¢ w ukZadzie
podenym na rys. 4 prgdem o czestotliwosci 50 Hz
w przypadku kineskopdéw sieciowych i prgdem stalym
w przypadku kineskopdw bateryjnych, jesli w nor-
mie przedmiotowe] na dany typ kineskopu nie poda-
no inaczej. Dopuszcza si¢ zasilanie obwodu Zarze-
nia kineskopu sieciowego pradem staiym.

Rzeczywisty uklad
pogcien

Symba w normie

/

oz
| 33771-09-4

Rys. 4

W przypadku gdy wspdlczynnik zawartosci harmo-
napiecia usasilajgcego obwdd zarzenia
przekracza 10%, do pomiaru prgdu i
rzenia nalezy uzyé przyrzgddédw mierzgcych wartosd
skuteczng prgdu lub napiecia niezaleznie od war-
tosci tego wspbiczynnika. W przypadku badania ki-
neskopu przy okreslonym napigciu zarzenia nalesy
uwzglednié spadek napiecia na przewodach i innych
elementach %gczgacych miernik napiecia zZarzenia 2
odpowiednimi konicéwkami kineskopu, jedli spadek
ten przekracza 0,2% znamionowego napigcia Zarze-
nia.

W przypadku badania kineskopu przy okreslonym
pradzie Zzarzenia prgd pzyngcy przez elementy do-
Ygczone réwnolegle do grzejnika kineskopu (np.
przez miernik napigcia  Zarzenia) nie powinien
przekraczacé¢ 0,5% znamionowego prgdu zarzenia.

nicznych
napiecia Za-

3. METODY BADAN
3.1. Pomiar prgdu Zarzenia naleiy wykonaé przy

okreslonym napieciu zarzenia w ukladzie podamgym m
ryse. 5.
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3371-09-5

Rys. 5
U - naplecie zasilajgce wg 2,18

Elektrody kineskopu (z wyjatkiem katody) nie
powinny byé wigczone w ukiad lub powinny byé po=
tgczone z punktem odniesienia napieé elektrod.

Dopuszcza sie pomiar prgdu Zarzenla przy obec=-
nosci napieé na elektrodach kineskopu pod warun-

kiem, 2e spowodowany tym bigd pomiaru nie prze-
kroczy 0,5%. W wyniku pomiaru nalezy uwzglednid
prad pobierany przez miernik napigcia 2arzenia,

jeseli jego wartosé przekracza 0,5% wartosci mie-
rzonego pradu zarzenia. ’

3.2, Pomiar napiecia nalety wykonaéd

przy okreslonym prgdzie Zarzenia w ukiadzie poda-
nym na rys. 5. Przy %gczeniu elektrod kineskopu
obowigzuje wymagenie wg 3.1. Przy ustaleniu war-
tosci prgdu zarzenia nalesy uwzglednié prgd mier-
nike napigcia, jezeli jego wartosé Jest wigksza
niz 0,5% wartosci znamionowego prgdu zarzenia.

zarzenis

Dopuszcze si¢ wykonywanie pomiaru napiecia 2a-
rzenia w ukXadzie wg rys. 6
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Rys. 6
U - napigcie zasilajgce wg 2.18



BN-73/3371-09 5

W wyniku pomiaru nalezy uwzglednié spadek napig-
cia na mierniku prgdu, jezeli jego wartosé Jest
wigksza niz 1% wartosci mierzonego napigcia za=-

rzenia.

3.3. Pomiar czasu nagrzewania sie¢ katody

3.3.1. Przygotowanie kineskopu do pomiaru.Przed

rozpoczgciem pomiaru kineskop powinien pozostad
co najmnie] przez 1 godz bez wXgczonego napiecia
zarzenisa.

3.3.2. Zanads pomiaru. Za czas nagrzewania
katody nalesy przyjaé okres od chwili gzamkniecia
obwodu zarzenia do chwili, w ktérej miernik (Ana
rys. T7) wskase najwigkszg wartoéé prgdu. Obwdd zZa-
rzenia nalezy zamkngé po ustaleniu napigcia zasi-
lajgcego E . Czes nagrzewania sig katody

gie

nalezy
mierzy¢ z dokXadnos$cig wynoszgca co najmniej 1 s.

3.3.3. Pomiar czasu nagrzewania sie katody przy
okreslonym napieciu zarzenia nalezy wykonad¢ w u-
k¥adzie podanym na rys. 7. Opdr wewnetrzny Zrddia
napiecia zarzenia nie powinien przekraczadé 5% o-

poru grzejnika katody posrednio 2zarzonej lub opo-
ru wxatody bezposrednio Zarzonej w stanie roboczym
kineskopu. Napiecie ' zasilajgqceE powinno wynosid
400 V, jesli w normie przedmiotowej na dany typ
kineskopu nie podano inaczej.

sta-

nie cieplnym katody powinien wynosicé¢ 15 + 50 V.

Spadek napiecia na oporniku R w ustalonym

I

N
ga—=g
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3377-09-7

Rys. 7

A ~ amperomlierz magnetoelektryczny o zakresie okoto 200 pA
i oporze do 1 k{); C - kondensator o pojemnosci 8+10 pF;
E - napigcie zasilajgce; m - przewodzace zewngtrzne pokry-
cie stoika; m'~ obejma zabezpieczenia przeciwimplozyjnego

3.3.4. Pomiar czasu nagrzewania sie katody przy
okreslonym prgdzie zarzenia nalezy wykonad w ukZa-
dzie podanym na rys. 8.

T
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‘ f
U Ry W™
o—.—.
3371-09-8
Rys. 8
Opér opornika R, powinien bydé (z bledem nie
wigkszym niz 1%) réwny wartosci okreslonej wg
wzoru
3U,
4
Ry, = 7

z
w ktorym:

Lk - znamionowe napiecie zZarzenia,

I, - nominalny prad zarzenia.

Napigecie U powinno byé 4-krotnie wigksze od zna-
mionowego napiecia zarzenia. Pozostate wymagania
dotyczgce ukiadu pomiarowego powinny byd ngdne z
wymaganiami podanymi w 3.3.3.

3.4, Pomiar czasu nagrzewania si rzejnika ka-

tody nalezy wykonaé w uktadzie podanym na rys. 9.

\'\\ /

2
4

—
R W
U
3377-09-9
Ryso 9

Napiecie U powinno byé 4~krotnie wigksze od zna-
mionowego napigcia Zarzenia.
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Opdr opornika R powinien by¢ (z biedem nie wigk-
szym niz 1%) réwny wartosci okreslonej wg wzoru
3U,
I,

F4

R =

w ktdrym.

U; - znamionowe napigcie zarzenia,

I, - nominalny prgd Zarzenia.

Opdér woltomierza V powinien byé co najumniej 20
razy wiekszy niz opdr grzejnika w stanie roboczym.

Przygotowanie do pomiaru - 3.3.1. Obwéd zarze-
nia nalezy zamkngd po ustaleniu napigeia U. Za
czas nagrzewania sig grzejnika katody nalezy przy-
Jgl okres od chwili zamknigcia obwodu do chwili
wskazenia przez miernik 0,8 znamionowego napiegcia
zarzenia kineskopu.

Doktadnosé pomiaru powinna wynosié

0,5 a.

co najmniej

3.5, Pomiar prgddw elektrod kineskopu nalezy wy-

konaé¢ w ukadzie podanym na rys. 10.

odchylana tak,
aby co najuniej 50% powierzchni uzytecznej, ekra-
nu byzo pokryte siatkg obrazowg. Siatka
powinna mieé co najmniej 300 linii.

\

Ly

i . u, |%
[é’ 52
A
Qp ¢
-

3871-09-10

Wigzka elektronowa powinna by¢

obrazows

T
J}L

Rys. 10

G - generator pradéw odchylajacych; m ~ przewodzgce ze~
wnetrzne pokrycie stoika; m’- obejma zabezpieczenia prze-
ciwimplozyjnego; L, i L, - cewki odchylajgce

3.6. Pomiar prgdu upiywowego miedzy dwiema elek-
trodami, dwiema grupami elektrod, migdzy elektro-
dami i innymi czesciami metalowymi (przewodzgcymi)
nalezy wykonaé w ukledzie podanym na rys. 11.

A 8
+9 -0
R
v
-
|3377-09-11
Ry S, 11

A i1 B~ zaciski sluigce do polaczenia sz elektrodami 1lub
innymi czgéciami kineskopu

Elektrody lub czgsci badanego kineskopu nalezy
dozgczyé do zaciskdw A i B zgodnie z normg przed=-
miotowg na dany typ kineskopu. Pozostate elektro=-
dy lub czesci nalezy pozostawié nie wgczone do
uktadu. Grzejnik katody nalezy poigczyé z katods.
Opér R, powinien by¢ réwny warto$ci podanej w nor-
mie przedmiotowej z tolerancjg =+10%.

3.7. Pomiar prgdu katoda-grzejnik nalezy wyko-

naé¢ w ukiadzie podanym na rys. 12.

L i

L2l

| 3377-09-12 |

Ryso 12

Napigcie stete katoda-grzejnik nalezy przytozyd
migdzy katodg¢ i te ndézke grzejnika, ktéra jest o-
zpaczona WyzZszym numerem wg normy przedmiotowe] na
dany typ kineskopu. Pozostale elektrody kineskopu
nelezy pozostawic nie wigczone do ukiadu.

Opdér R, powinien by¢ réwny wartosei podanej w
normie przedmiotowej na dany typ kineskopu z to-
lerancjg =+10%.

3.8. Pomiar pojemnosci migdzxelektrodo!xch.mig-
dzy elektrodami i czgsciami metalowymi (przewo-

dzgcymi) oraz mied czesciami metalowymi (prz:-

wodzgcxmi!

3.8.1. Potgczenie elektrod lub czgsci kinesko-
pu. Pomiar pojemnosci migdzyelektrodowych nalezy

wykonaé migdzy dwiema elektrodeami kineskopu, mig-
dzy elektrodq i inng przewodzgcg czgécig kineskopu
(np. zewnetrzng warstwgq przewodzgcg) albo miedzy
dwiema grupami elektrod) lub innych czesci kines-
kopu). Badane elsktrody (lub inne czgsci kinesko=-
pu) nalezy doxgczyé do zaciskéw A, B i N ukZadu
pomiarowego podanego na rys. 13 w sposéb podany w
tabl. 1. Przy pomiarach pojemnosci migdzyelektro-
dowych grzejniki i inne czgsScli majgce niezalezne
wyprowadzenia nalezy traktowaé jako elektrody. W
kineskopach, ktérych elektroda (lub inna czgsé)
ma dwie lub wiece] koficéwek, wszystkie korcowki
powinny byé ze sobg pozgczone. Pomiar pojemnosci
nalezy przeprowadzaé przy nie zasilanym grzejniku
kineskopu i bez napieé staXych doxgczonych do e~
lektrod.
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Tablica 1

Elektrody dolgczons do
Mierzona zaciskdw

pojemnosé

Oznacze-

Lp. nie

A B N

Pojemnos¢ katody w
stosunku do wszyst-

kich pozostatych C,. katoda R .
elektrod

Pojemnos¢ siatki 1
w stosunku do .

wszystkich pozo- Cg siatka 1 R -
stalych elektrod

Pojemnosé siatki 2
w stosunku do

3 wyszystkich pozo- Csa slatka 2 R
stalych elektrod

Pojemnoséé anody do przawo-
przewodzgcego po= dzgce
4 | krycia zewnetrzne=- Com anoda pokry- | R
go cie zZew-
netrzne
obejma
Pojemnos¢ anody do zabez~-
obejmy zabezpiecze- piecze-
5 | nia przeciwimplo=- Cam' anoda nia R
Zyjnego przeciw
implo=-
zyjnego

R - pozostale elektrody badanego kineskopu, tj. czeéci
przewodzgce, nie wykorzystane néiki cokolu itp.

Przy pomiarze pojemnosci migedzy anodg i prze-
wodzgcym pokryciem zewnetrznym stozka poZgczenie
z przewodzgcym pokryciem nalezy wykonaé w postaci
pierscienia z linki metalowej opasujgcej stozek
kineskopu w poXowie wysokoscli pokrycia.

W przypadku gdy przewodzgce pokrycie zewngtrzne
ma postadé Zaty 1 nie'opasuje stozka, pozgczenie 2
przewodzgcym pokryciem powinno by¢ wykonane w po-~
staci kontaktu miejscowego umieszczonego w pobli=-
zu srodka taty. Powlerzchnia styku kontaktu miejs-
cowego powinna wynosié okoZo 1 cm2,

2:+8.2., Podstawka pomiarowa. Konstrukcja podstaw-

ki przeznaczonej do umieszczenia na kineskopie
przy pomiarze pojemnosci migdzyelektrodowych po-
winna by¢é taka, aby po poZozeniu na niej uziemio-
nej ptyty metalowej, zakrywajgcej wszystkie otwo-
ry, pojemnosé migdzy dowolnym zaciskiem podstawki
a wazystkimi pozostatymi zaciskaml nie przekraczaia
0,005 pF.

Piyta czotowa podstawki powinns byé wykonana =z
mosigdzu, miedzi lub innego dobrze przewodzgcego
metalu i powinna mieé odpowiednie otwory na ndzki
1 klucz cokoxu kineskopu. KrawedZ cokozu kinesko-
pu umieszczonego w podstawce powinna przylegadé do
pzyty czolowej podstawki. PXyta czotowa podstawki
powinna mie¢ takgq Srednice, aby po umieszczeniu na
podstawce uziemionej piyty metalowej, zakrywajg-
cej wazystkie otwory, pojemnosé miedzy wszystkimi
zaclskami podstawki a przedmiotem metalowym o
ksztattach i rozmiarach zblizonych do badanego ki-
neskopu byia mniejsza ni% 0,01 pF.

2:8.3. Fgcznik pomiarowy. Koncdwka miseczkowa
badanego kineskopu i inne czesci przewodzgce po-
winny by¢ poigczone z ukladem pomiarowym za pomo-

cg gietkiego ekranowego przewodu.

«8.4. Pomiar pojemnosci miedzyelektrodowych me-
todg wostkowg nalezy wykonaé w uktadzie podanym na
rys. 13.

A B
-0 IVG q\\\\ )
C
%! 7
|
1} : ‘4
[~ i
n (} -'L eal)
|3377-09-15
A
()
\ 4
Rys. 13

A, B, N - zaciski sluzgce do dolaczenia elekirod kines~

kopu wg 3.8.13 G - generator wielkiej czegstotliwoscij; M=~

wskaZnik réwnowagl mostka; T ~ transformator ekranujacy;
W -~ wzmacniacz rezonansowy

Czgstotliwosé generatora G powinna by¢é zawarta
w granicach 400 + 1500 kHz, a wspdXczynnik zawar-
tosci harmonicznych napigcia dostarczanego przez
ten generator nie powinien przekraczadé 2%.Elemen-
ty mostka powinny by¢é tak dobrane, aby dotaczenie
pojemnosci 50 pF do zaciskdw A-N lub B-N nie po-
wodowalo zmiany odczytu mierzonej pojemnosci wigk-
szej niz 2%. Piyta czotowa podstawki pomiarowej,
w ktdre) umieszczony jest cokét kineskopu, powin-
na byé uziemiona. Dopuszcza si¢ umieszozenie na
ptycie podstawki warstwy izolacyjnej o  grubosci
nie wigkszej niz 0,25 mm w celu odizolowania czgs~
ci przewodzgcych lub ekranu.

Wzmacniacz rezonansowy W powinien by¢ dostrojo-
ny do czgstotliwosci generatora G, a jego opér
wejSciowy powinien wynosié co najmniej 500 k Q.
Mostek nalezy doprowadzié¢ do réwnowagi za pomocsg
kondensatora wzorcowego C,.

Mierzong pojemnosé nalezy okreglié wg wzoru
SO, B
= c, L

Dopuszcza si¢ rdéwnieZz wyznaczenie pojemnosci
migdzyelektrodowych na podstawie ustawienisa po-
krgtta kondensatora C, po odpowiednin przececho~-
waniu catego uktadu pomiarowego.
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3.8.5. Pomiar pojemnosci migdzyelektrodowych me-

todg dzielnika napiecia nalezy wykonal w ukZadzie
podanym na rys. 14.

_%é 8
N
N
.(;(iE)¢4 (EZ) R W |

(3371-09-14)

NS

Rys. 14

A, B, N - zaciski sluzgce do dolaczenia elektrod kinesko-
pu Wg 348,13 G - generator wielkiej czgstotliwosci; W =
wzmacniacz rezonansowy

Czestotliwosé generatora G powinna byd
w granicach 400 # 1500 kHz i nie powinna ulegac
zmianie wigkszej niz o 0,1% przy dotgczeniu pojem—

zawarta

noéci 50 pF do jego zaciskdw wyjéciowych.Napigcie
wyjsciowe generatora G nie powinno ulegal zmianie
wiegkszej niz 1% przy doigczeniu pojemnosci 50 pF
do jego zaciskéw wyjéciowych. Opdr R powinien byc
nie wigkszy niz 10 k¥ Q. Piyta czolowa podstawki,

umieszczonej na badanym kineskopie, powinna bycd

uziemiona.

Dopuszcza si¢ umieszczenie na piycle warstwy
izolacyjnej wg 3.8.4.

Wzmacpiacz rezonansowy W powinien byé dostro-
jony do czgstotliwosci generatora G. Jego opér

wejéciowy powinien wynosié co najmniej 500 k Q.
Mierzong pojemno$é C nalezy okresli¢ w pikofa-
radach wg wzoru

159U,
L= e
kU fR
w ktdrym:
f - czestotliwoé¢ pomiarowas, MHz,

k - wzmocnienie napigciowe wzmacniacza W,
R - opér trumigey, k Q,

u - wartosé akuteczna napiecia, V,

U, - wartos¢ skuteczna napigcia, V.

Dopuszcza si¢ rdéwniez wyznaczanie pojemnosci
miedzyelektrodowych ns podstawie wskazan wolto-
mierza mierzonego napigcia U, po odpowiednim

przecechowaniu catego ukzadu pomiarowego,.

3.8.6. Dokiadnoéé pomiaru pojemnosci migdzyelek-
trodowych powinna wynosic¢ co najmniej:

10% - dla pojemnosci do 0,1 pF,
5% = dla pojemnosci 0,1 + 100 pF,
10% = dla pojemnoéci wigkszych niz 100 pF.

3.9, Pomiar wspéiczynnika prdézni nalezy wykonad
w ukYadzie podanym na rys, 15. Siatki nie poig-
czone z anodq, 2 wyjatkiem siatki 1, powinny byd
zwarte z siatkg 2.

Przed pomiarem nalezy w kineskopie
pojemnosci:

roztadowad

- miedzy anodg i zewnetrznym
kryciem stozka,

przewodzgcym po-

- miedzy anodg i metalowg ramg
przeciwimplozyjnego.

Jedli w normie przedmiotowe] na dany typ kines-
kopu nie podaeno inaczej, napigcie anody U, powin-

zabezpieczenia

no wynosié¢ =40 V, a napigcie siatki 2 i zwartych
z nig elektrod Ug, = 250 V.
IR 7/
\ /£
p——
a il + +
U
Y ¢ o
+
3371-09-15 |
Rys., 15
M, = miernik prgdu stalego, 0 + 1000 na, M, = miernik

pradu stalego, O + 1000 pA

Wykonanie pomiaru:

a) odezytad na mierniku M, wartosé pradu I przy
napigciu U,, takim, aby pragd elektronowy I, mie-
rzony miernikiem M, wynosiz 400 pA, jes$li w nor-
mie przedmiotowej na dany typ kineskopu nie poda-
no innej wartosci L;

b) odczytad na mierniku M, wartosé pradu I, prazy
napigciu U,, takim, aby prad elektronowy I,
rzony miernikiem M, byz rdéwny O.

Wapdxezynnik prdézni G wyznaczyé wg wzoru

mie-

G = =

w ktdrym:
] - sumaryczny prad kolektcra jondw (anody),
I, - prad jonowy,
I, - prgd upiywowy,
I, - prad elektronowy (jonizujgey).
Dopuszcza sig pomiar
obwodzle siatki 2.

pradu elektronowego I, w

3,10, Pomisr napiecis odciecim nalezy przepro~
wadzié¢ w normalnym uktadzie pracy kineskopu przy

wigczonych generatorach prgdéw odchylajgcych. Za
napigcie odcigeia przyjupje sle wartosé napigcia
siatki 1, przy ktérej zanika Swiecenie ekranu ki-
neskopu.

Dopuszcza sige wykonanie pomiaru nepigeia odcig-
cia przy wyigczonych generatorach pradéw odchyla~
jacych. Za napigcie odeigcie przyjaé naledy wiéw=-
czas warto$é napiecia siatki 1, przy ktdrej zani-~
ka swiecgcy punkt na ekranie kineskopu.

Warunki obserwacji zaniku Swiecenia - wg 2.14.

Dopuszcza sie pomiar napigcie odcigela przy wy-
¥aczonych generatorach prgddw odehylajgcych. War-
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toéé napigeia odcigcia uzyskana w tych warunkach
ré2ni sig o okoto =5 V od wartoscl uzyskanej przy
wigczonych generatorach prgddéw odchylajgcych.

3.11, Pomiar wapdé2czynnike Jakofci katody (sraw-
dzenie emisji). Wspdiczynnik jakoéei katody k na-
lezy okreslié wg wzoru

I(IO

k:=-——$;-

ode

w ktSrym:
Iao - prgd anodowy przy napieciu siatki 1
nym zero zmierzony zgodnie z 3.5,
[%dc ~ napliecie odcieoila zgodnie =z
3.10.

3.12. Pomiar napigcia modulacji naleiy przepro-

wadzié¢ w uk2adzle pracy podanym w 2.3. Po zmle=-
rzeniu napigcia odeigeia wg 3.10 nale2y wyznaczyd
napiecie siatki 1 odpowiadajgce prgdowil =anody o
wartosel 100 pA, jesli w normie przedmiotowe] nie
podano inaczej.

Wartoéé napiecia modulacji AU obliczyé wg wzoru

réw-

zmierzone

|80 | = vy~

w

w ktérym:
Uodc - naplecie odecilegcis,
Y ™ napigcie siatki 1 przy okreslonej wyZe]
wartoéci prgdu anody.

3.13, Pomiar opornosci przewodzgcego zewnegtrz-
nego pokrycia stozka kineskopu nalezy wykonaé¢ na

kineskopie nie pracujgcym, mierzgqc opornosé mig~-
dzy dwoma punktami pokrycia odlegiymi o 100 £5 mm.
Powierzchnia kazdego kontaktu stykajacego sig =z
zewngtrzuym pokrycliem stoika powinna wynosié

0,5 + 1,0 cm?, Pomiar wykonaé nalezy na te] czes-
ci stozka kineskopu, ktéra w odbiorniku telewi-
zyJnym wykorzystywana Jest do wykonania kontaktu
uziemiajgcego. Pomiar naleiy przeprowadzié dowol-
ng metodg z dokladnoicig do +5%.

3.14. Pomiar napigciam zaciemnienia Srodka ekra-

bu nalesy przeprowadzié w uktadzie pracy podanyam
w 2.3 1 w normalnych warunkach obserwacji wg 2.14.
Napigcie anody nalezy obnizyé do wartosci, przy
ktérej wystgpi dostrzegalne zmniejszenle luminan-
c¢ji drodka ekranu w stosunku do luminancji pozos-
tate] powierzchni pobudzanej. Za napigcie =zacie-
mnienis Srodka ekranu przyjmuje 8i¢ najwigkszg
wartosé napigcia anody, przy ktérym wystepuje do-
strzegalne zmniejszenie luminancji w Srodku ekranu
w stosunku do luminancji pozostaXej powierzchni po-
budzanej.

3.15. Sprawdzenie Exgiardw uzytecznej powierz-

chni ekranu nale3y wykonaé podczas pracy kinesko=-
pu w uktadzie pracy podanym w 2.3, przy pradzie
anody wynoszgcym okoo 100 pA (jedli w normie
przedmiotowe} nie podano inaczej) i siatce obra-
zowe] o wymiarach wigkszych od wymiardéw powierz-

chnl pokrytej luminoforem. Wymiary nalezy odoczy-

taé pa urzgdzeniun pomiarowym, zawierajgcym wzier-
nik przesuwany wzdzuz wyskalowanej osi, umozliwia-
jgeym obserwacje ekranu w kierunku rdéwnolegiym do
o8l kineskopu i zapewniajJgeym odezyt wyniku po-
zbawiony paralsksy.

Jeéli w normie przedmiotowej na dany typ kines-
kopu nie podano inacze}, wymiarami do sprawdzenia
s8§: maksymalna szerokosé, maksymalna wysokosé 1
maksymalna przekgtna uzyteczne] powierzchni ekra-
nu. Dok}adnosé sprawdzenia powinna wynosié co ngj-
mniej 1 mm,

Dopuszcza sig sprawdzenie wymiardéw usytecznych
powierzchni uzytecznej ekranu na kineskopie
pracujgeym.

3.16. Pomiar napiecia lub prgdu ogniskujgcego
nalezy wykonad¢ w uktadzie pracy podanym w 2.3 przy

prqdzie anody okreflonym w normie przedmiotowej
na dany typ kineskopu. Wigzke elektronowg nalesy
modulowaé - w obwodzle katody lub siatki 1 - syg-
nazem wizyjinym obrazu karty kontrolnej. Zmienia-
jac napiecie elektrody ogniskujgcel kineskopu lub
prad cewki ogniskujgcej, nalezy obserwowal ekran
kineskopu. Za napiecie lub prgd ogniskujgcy przyj-
muje sig¢ t¢ wartosé, przy ktdérej uzyskuje aig
optymalne zogniskowenie w kierunkach pionowym I
poziomym obrazu tablicy i liniowg strukture obra-
zu na catym polu obrazu tablicy.

nie

W przypadku gdy w srodku ekranu i na jego brze-
gach uzyskuje sie niejednakowe wartosci napigcia
lub prgdu ogniskujgcego, za optymalne napiecie lub
prgd ogniskujgqcy przyjmuje si¢ napiecie odpowia-
dajgce zogniskowaniu $rodkowe] czesci ekranu o
$rednicy rdéwnej potowie przekgtnej powierzchni u-
zytecznej.,

Dopuszoza sie pomilar napigeia lub prgdu
kujgcego przy siatce obrazowe] modulowane
sygnatem obrazu karty kontrolnej.

ognis~-
nie

2:17. Pomiar luminancii i nieréwnomigrnoéei lu=

minancji ekranu

+17.1. Uktad pomiaro i warunki
pomiarowy przedstawiono schematycznie na rys. 16.

omiaru.UkZad

s 4 3

v

=

£ [3377-09-76']

Rys. 16

1 - badany kineskop; 2 - fotoogniwo o charakterystyce

spektralnej nie odbiegajgcej o wiecej niz +5% od charak-~

terystki oka ludzkiego; 3 - galwanometr; S - powierzch-

nia siatki obrazowe]j L - odstep miedzy ekranem kinesko-
pu 1 fotoogniwenm
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Odchylenie od 1liniowej charakterystykl foto-
ogniwa nie powinno przekraczac¢ 3% waksymalne}
mierzonej luminancji. Zewnetrzne oswietlenie elaa-
nu nie powinno przekraczac¢ 2,5% luminancji ekra-
nu. Przesunigcie Srodka fotoogniwa od osi prosto-
padtej do sSrodka powierzchni podlegajgqcej pomia=
rowi nie powinno byé wigksze niz 15% odlegtosei
miedzy $rodkami powierzchni mierzonej i Swiatzo-
czuzej fotoogniwa. Kgt miedzy osig fotoogniwa a
prostg 2gczgcg Srodki fotoogniwa i mierzonej po-

wierzchni nie powinien przekraczaé 10°.

« 2o Warunki
nien pracowac¢ w ukzadzie
Siatka obrazowa powinna by¢ zogniskowana.

kineskopu. Kineskop powi-
pracy podanym w 2.3.

Nieli-

niowoéé odchylania nie powinna przekroczyé 10%.

3.17.3. Pomiar luminancji nalezy wykonaé¢ na
srodku ekranu, pobudzajgc ekran siatkg obrazowg o
rozmniarach 14X 14 cm, Jezeli w normie przedmioto-
wej nie podano inaczej.

3.17.4, Pomiar réwnomiernosci luminancji nalezy
wykonaé¢, mierzgc lokalng luminancj¢ czescl ekranu

w miejscach okreslonych w normie przemiotowej na
dany typ kineskopu. Iokalng luminancje nalely mie-
rzy¢ na powierzchni o rozmiarach 1liniowych nie
wiekszych niz 0,2 wysokosci ekranu, lecz nie prze-
kraczajgcych 65 mm. Podczas pomiaru cala powierz-
chnia fotoogniowa powinna by¢ oswiecana.

Nierédwnomiernos$¢ luminancji L nalezy  okreslic

Wg wzoru

Lagx ~ Lmin

Lmax + Lmin

I =

w ktdrym:
L - maksymalna luminancja czgsci ekranu,

max
L.y, - minimalna luminancja czesci ekranu.

3.17.5. Dok}adno$é pomiaru luminancji powinna

byé nie gorsza niz +10%.

3.18, Pomiar rozdzielczosC¢i nalezy przeprowadzid

w ukladzie pracy podanym w 2.3 przy wybieraniu

migdzyliniowym. Wigzke elektronowg nalesy modulo-
waé w obwodzie katody lub siatki 1 sygnazem wi-
zyjnym obrazu karty kontrolnej, ktéra powinna za-
wieraé co najmniej:

a) kliny i pola rozdzielczosci wyskalowane W
liczbie linii, umieszczone w érodku i w rogach
ekranu,

b) wzér rysunkowy do pomiardéw obrazu, wyznacza-
jacy punkty obrysu obrazu.

Do badania nalezy stosowac urzgdzenie przeno-
szgce pasmo czestotliwodci 8 MHz przy unierdéwno-
miernodci wzmoenienia nie wigkszej niz 1,5 dB.
Wigzka elektronowa podczas powrotéw odchylania
pionowego powinna by¢ wygaszona. Szerokosé 1 wy-
sokodé obrazu powinny byé tak dobrane, aby punkty
obrysu karty kontrolnej wypadiy na brzegach po-
wierzchni uzyteczne] ekranu. Amplituda sygnazu
wizyjnego powinna by¢é tak dobrana, aby wyraZnie

wystgqpity kliny rozdzielczosci oraz aby £redm
prad anody odpowiadal wartosci okreslonej w nor-
mie przedmiotowej na dany typ kineskopu. Napigcie
lub prad ogniskujgcy nalezy tak ustalié, aby u-
zyskaé réwnoczesnie maksymalng rozdzielczosé po-
ziomg i pionowg. Ekran kineskopu nalezy obserwo-
wa¢ w normalnych warunkach obserwacji wg 2.14.Roz-
dzielczoéé poziomg i pionowg nalezy odczytaé na
odpowiednich polach lub klinach rozdzielczodci w
miejscu, w ktérym jasne i ciemne linie przestajg
by¢é rozréznialne.

.19. Pomiar kontrastu duzych powierzchni nale-
2y wykonaé w ukladzie pracy podanym w 2.3. Kines-
kop 1 generatory odchylania naléZy sterowaé syg-
natem wizyjnym tak, aby na ekranie uzyskaé obraz
przedstawiony na rys. 17.
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Rys. 17

Wigzke elektronowa podczas powrotéw odchylania
pionowego powinna byé wygaszona. ZnieksztaXcenie
geometryczne obrazu nie powinny przekraczaé 3%.
Obraz 2z rys. 17 o stosunku szerokosci do wysokos-
cl zbliZonym do 4 : 3 nalezy tak ustalié na ekra-
nie kineskopu, aby byX on wpisany w powierzchnig
uzyteczng. Nepigcie lub prgd ogniskujgcy powinny
by¢é tak dobrane, aby odpowladaty zogniskowaniu
wigzki na ekranie kineskopu. Oswietlenie zewnetrz-
ne ekranu nalezy sprowadzié¢ do poziomu nie wply-
wajqcego na wynik pomiaru wigcej niz 1%. Dla ciem-
nych pasdéw prgd anody kineskopu powinien byé réw-
ny zero, a sredni prgd anody powinien wynosié 300
pA, Jeéli w normie przedmiotowej na dany typ ki-
neskopu nie podano inacze].

Nalezy zmierzy¢ luminancje L,, L, i L, powierz-
chni trzech kwadratéw i wyznaczyé kontrast powie-

rzchni Kpoy, Wg wzoru
2L,

Kpow = L+ L,

220. Pomiar fredniego czasu poswiaty nalezy
przeprowadzaé w uktadzie pracy podenym w 2.3 przy
wytgczonych generatorach prgdéw odchylajgeyoch,
rozogniskowanej plamce o Srednicy i ggstodei prag-
du ekranu podanych w normie przedmiotowej na dany
typ kineskopu. Prgd wigzki naleiy modulowaé cig-

glem impulséw prostokgtnych przedstawionych na
rys. 18 a).
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Czas powtarzania T impulséw powinien byé okreé-
lony nierdwnoscig

T>T + 2T
i P

w ktdrej:

T, -~ czas trwania lmpulsu wg normy przedmioto-

wel na dany typ kineskopu,

T, - czas poswiaty.

Wartosé czasu poswiaty nalezy odczytywal na
oscylosynchroskopie ze znacznikami czasu. Prze-
bieg oscylogramu przedstawiono na rys. 18 b). Oscy-
losynchroskop powinien by¢ potgczony z fotopowie-
laczem sterowanym pulsujacg plamkg na ekranie ba-
darego kineskopu. Za czas poswiaty naley prazyjgé
czas, po ktérym warto$é luminancji spadnie do 1%
wartosci szezytowe). Parametry ukiadu pomiarowego
powinny byc¢ takie, aby bigd pomiaru nie przekra-
czat 5%. Charakterystyka czuzosci fotopowlelacza
powinna odpowiadaé charakterystyce czutoéci oka
ludzkiego z bledem nie przekraczajgcym +5%.

3.21. Sprawdzenie poXoZenia plamki nalezy prze-
prowadzié w ukadzie pracy wg 2.3 przy wyigczomych

generatorach prgddéw odchylajqcych, przy czym 0é
kineskopu powinna byé skierowana w kierunku srod-
ka ziemi. Cewki odchylajgce, magnesy lub cewki
centrujgce i ogniskujgce powinny by¢ zdjete z ki-
neskopu. Prgd anody powinien wynosicé okoxo 1 pA.

Badanie nalezy wykonal prazy:

a) plamce zogniskowenej - w przypadku kineskopu
z ogniskowaniem elektrycznym,

b) plamce nie zogniskowanej - w przypadku kine-
skopu z ogniskowaniem magnetycznym.

Plamka powinna znajdowaé sig wewngtrz okregu,
ktérego &rodek pokrywa sig¢ ze Srodkiem ekranu, a
Srednica okreslona jest w normie przedmiotowe] na
dany typ kineskopu.

Dopuszcza sig¢ wykonywanie tego sprawdzenia przy
dowolnym poZozeniu kineskopu 1 przy zatozonych
cewkach odchylajgcych bez centrujgcego pola ma-
gnetycznego.

3,22, Sprawdzenie braku zaciemnionych rogéw _e-

kranu nalezy wykonad, obserwujlgqc luminujgecy ekran
kineskopu pracujgcego w uktadzie pracy podanym w
2.3. Do badania nalezy uzyé wzorcowego zespolu

odchylajgcego. Zespdt odchylajqey nalezy
malnie dosungé do stozka banki kineskopu, a
stepnie odsungé w kierunku cokoiu kineskopu na
odlegtos$é a podang w normie przedmiotowej na dany
typ kineskopu.

Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy usta-
1 pa,
wytgczy¢ generatory odchylajgce i sprowadzié ma-
gnesami centrujgeymi plamke do geometrycznego
$rodka powierzchni uzyteczne] ekranu z bigdem nie
przekraczajgcym 2 mm. Nastepnie nalezy wigczyc ge=-
neratory odechylajgce, ustalié prgd anody kinesko-
pu wg normy przedmiotowej na dany +typ kineskopu
oraz ustalié wymiary siatki obrazowej, tak aby
pokrywaia ona 2z zapasem okoio 10 mm powierzchnie
uzyteczng ekranu.

Kineskop nalezy uznaé za dobry, Jjesli caza po=-
wierzchnia uzyteczna ekranu Jest pobudzana do
éwiecenia wigzkg elektronowg. Nalezy to sprawdzidé

maksy-
na-

lié¢ prgd anody kineskopu na poziomie okoo

. szczegdlnie w rogach ekranu.

Dopuszcza sig¢ zamiast odsuwania (cofania)
potu odchylajgcego stosowanie przekradki
sowe) miedzy stozkiem banki kineskopu i
ocdchylajgcym w celu realizacji
zesoXu na podang odlegXosd a.

zeg=
dystan=-
zegpoztem
odsunigcia tego

3.23. Sprawdzenie wytrzymaosei wysokonapigcio-

we] nalezy przeprowadzié w ukladzie pracy podanym
w 2.3, obserwujgc swiecqcy ekran. W chwili prze-
bicia w kineskopie nastgpuje nagly spadek lumina-
ncji grupy 1linii lub catej siatki obrazowej, a po-
nadto siyszalny jest wyraZny trzask. Czas trwania
préby powinien wynosié 5 s, liczac od chwili usta-
lenia wartosci napigcia anody podanegoe w normie
przedmiotowej na dany typ kineskopu.

Wynik sprawdzenia nalezy
przypadku:

- braku przebid,

- lub gdy nastgpito jedno przebicie przy rdéwno-
czesnym braku przebicia przez nast¢pne 5 s, o kté-
re nalezy przediusyé czas trwania préby.

uzna¢ za dodatni w

«24. Sprawdzenie trzymatosdci elektryczne

migdzy metalowg obejmg zabezpieczenia przeciwim-

plozyjnego a warstwg przewodzgcego pokrycias zewng-
trznego stozka nalezy wykonaé napigciem zmiennym

0 przeblegu praktycznie sinusoidalnym i o czgsto-
tliwosci 50 Hz. Napiecie probiercze o wartosci po-
danej w normie przedmiotowej na dany typ kinesko=
pu nalezy przyZozyé miedzy odizolowang czeéé obej-
my 1 zewng¢trzne pokrycie przewodzgce stozka. Po-
czgtkowe nalezy doprowadzic¢ napigecie o wartosei

nie przekraczajgce] pozowy przepisanego napigecia
probierczego, a nastgpnie nalezy w ciggu 1 min

napigcie szybko podniesé do pexnej wartosci.

Wynik préby nalezy uznaé za dodatni, jezeli nie
nastgpi w czasie préby przeskok lub przebicle izo-
lacjl miedzy obejmg i pokryciem stozka. Wyladowari
éwietlgcych nie powoduj]geych spadku napigeia pro-
blerczego nie bierze si¢ pod uwage.
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3.25. Sprawdzenie braku emlsji pasoZytnicze]

nalezy wykonad przez obserwacje ekranu kineskopu
w ukiadzie pracy wg 2.3, przy czym oswietlenie ze-
wngtrzne ekranu nie powinno przekraczaé 5 1lx. Re=-
gulujgc napiecie siatki 1, nalesy wygasié siatke
obrazowa.

Wynik sprawdzenia nalezy uznac za dodatni, jes-
1i w ciggu 5 8 od momentu wygaszenia siatki obra-
zowe] nie wystepuje swiecenie ekranu w wyniku e-
misji pasozytniczej.

3.26. Sprawdzenie jekosci ekranu

3,26.1. Ukiad pracy kineskopu i warunki obser-
wacjl ekranu. Jakos$¢ ekranu nalezy sprawdzic:

a) w uktadzie pracy podanym w 2.3 przy podgrze-
waniu wetgpnym wg 2.12, pobudzaniu ekranu siatkg
obrazowg wg 2.4, obserwujgc ekran w warunkach wg
2.14, przy czym zewngtrzne oswietlenie ekranu nie
powinno przekraczaé¢ 70 1lx, a odlegZosé obserwac]i
powinna by¢ rdéwna pigciu znamionowym przekgtnym
ekranu, lecz najwyze] 2mm; dopuszcza sig nielinio=-
wos¢ odchylania do 20% i niezsynchronizowanie czeg=
stotliwosci odchylania poziomego z czgstotliwodcig
odchylania pionowegoj wartosé prgdu anody kines=-
kopu powinna by¢ zgodna z normg przedmiotows na
dany typ kineskopu,

b) podczas niepobudzania ekranu do Swiecenia,tj.
przy prgdzie anody rdéwnym zero lub na nie pracu-
jgeym kineskopie, obserwujge ekran w warunkach wg
2.14, przy czym odlegkosé obserwacji powinna byé
réwna 0,5 m, a zewngtrzne oswietlenie ekranu po-
winno wynosié co najmniej 50 1x.

3.26.2. Strefy jakosSci ekranu. Catg powierzch-
nig¢ ekranu dzieli sig na trzy strefy jakodeci: A,
BicC.

a) Stref¢ A stanowi $rodkowa czesé ekranu ogra-
niczona prostokgtem, ktdérego sSrodek i osie syme-
tril pokrywajq si¢ odpowiednio ze $rodkiem 1 o-
slami symetrii ekranu. Wymiary strefy A podano w
tabl. 2.

b) Strefg¢ B stanowi pozostala cze¢s$é powierzch-
ni uzytecznej ekranu.

¢c) Strefe C stanowi czesé ekranu poZoZona na
zewnqtrz strefy B do 1linii odlegZej o 5 mm od kre-
wegdzi obejmy zabezpleczenia przeciwimplozyjnego,a
dle kineskopdw bez zabezpieczenia - do linii od-
legXej o 5 wm od linii podziaXu formy ekranu lud

w przypadku braku linil podziazu formy ekranu -
do linii odlegiej o 5 mm od spawu ekranu ze stoz=
kiem. |

Tablica 2

Znamionowa przekgtna

ekranu Wymiary strefy A
cm mm -
powyie] do
zgodnie z normg przedmiotowa na
- 27 dany typ kineskopu
27 39 127X 178
39 49 140X 197
49 60 165 X 222
60 = 190 X 254

2ﬂ26.2. Wykonanie sprawdzenia. Ekran nalezy ob=-

serwowaé zgodnie z 3.26.1 w celu okredlenia migje-
ca zauwazonych wad szkia ekranu i jego  pokrycia
luminoforowego oraz okreslenia rodzaju wady. Na-
stgpnlie naleiy zmierzyé z dokadnosScig co ngjmniej
5% rozmiary zauwazonych wad skupionych, wyznaczyd
ich $rednice zastepczg (p. 1.3.10), rozmieszoze-
nie wzgledem stref jakosci okredélonych w 3.26.2
1 odlegZos$é miegdzy wadami lub gestosé ich wyste-
powania. W celu okreflenia tych parametréw wad
skupionych nalezy stosowacd uniwersalne przyrzady
pomiarowe, lupy z podziatkg i szablony zapewnia-
jace wymagang dokXadnos¢ pomiaru. Zauwazone wady
nieskupione nalezy pordwnaé z wzorcami jekosci u-
zgodnionyml pomigdzy producentem i1 odbiorcsy.

3.26.4. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodat-
ni, jesli nie dostrzeiono na ekranie wad lub jJe-
$§11 rozmiary dostrzeZonych wad, ich liczba, roz-
mieszczenie wzgledem stref jakosci, wzajemna od-
legtosé, gestosé wystepowania, bgdZ rodzaj i in-
tensywnosé odpowladajg wymaganiom podanym w nor-
mie przedmiotoﬁej na dany typ kineskopu.

3.27. Sprawdzenie trwalofei naleszy przeprowa-
dzié w ukadzie pracy podanym w 2.3.

Dopuszcza sig wapdlne zasilanie wsgystkich ba-
danych kineskopdw, przy czym napigcie siatki 1 1
elektrody ogniskujgcej powinno byé regulowane o-
gobno dla kazdego kineskopu. Dopuszcza sig niewy-
gaszanie powrotéw odchylania poziomego i pionowe-
go, znieksztaXcenia liniowoéci obu odchylefi do 20%
i niezsynchronizowanie czestotliwosci odchylania
poziomego z czestotliwosScig odchylania pionowego.

KONIEC

Informacje dodatkowe



INFORMACJE DODATKOWE do BN=-73/3371-09

1. Istotne zmiany w stosunku do BN-69/3371-09

a) vwprowadzono metody pomiaru: nierSwnomiernofci lumi-

nancji, wytrzymalosSci elektrycznej migdzy obejmg zabez-
pleczenia przeciwimplozyjnege i zewnetrznym pokryciem
przewodzgcym stoika,

b) usunigto z normy pomiary: napigcia plamy jonowej,
szerokoéci linii, Srednicy plamki, krétkiego czasu po-
Swiaty, ¥ _

¢) uzupelniono norme postanowieniami zalecef mnormali-

zacyjnych RWPG i IEC.

2e Zalecenia migdzynarodowe, Normu jest zgodna 2z na-
stgpujacymi zaleceniami normalizacyjnymi:

a) Miedzynarodowej Komisji Elektrotechnicanej (IEC)
- Publikacja 100 (wyd. 2) - w zakresie p. 3.8,

- Publikacja 151-1 - w zakresie p. 3.5,

- Publikacja 151~2 - w zakresie p. 3.1,

- Publikacja 151-8 -~ w zakresie p. 3.3 i p. 3.4,

- Publikacja 151-14 - w zakresie p. 3.10, 3.17, 3.20 1
3.21,

- Publikacja 151-15 = v zakresie p. 3.6 i 3.7,

- Publikacja 151-16 - w zakresie p. 3.9, 3.15, 3416,
3e23 1 3.25,

b) Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)

- RS 3222-71 - w zakresie p. 3.17,

~ RS 3223-71 = w zakresie p. 3.26,

- Temat 016,31.019 planu pracy KREP na 1972 r..- v za-
kresie p. 3.9,

- Temat 35,016,233 planu pracy KREP na 1973 r, - ¥ za-
kresie p. 3.6, 3.7, 3.12 1 3.16.



